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Charakterisierung kristalliner Spiegel fur
optische Hochleistungsanwendungen

Die Leistungsfahigkeit und die Auflosung von Prazisions-Inter-
ferometern hangt entscheidend von der mechanischen Damp-
fung in den Endspiegeln der eingesetzten Kavitaten ab. Prazi-
sions-Interferometer werden fiir eine Reihe von Messanwen-
dungen wie Detektion von Gravitationswellen, Quanten-Opto-
mechanik, hochprézise Messungen von Naturkonstanten und
Tests der Quantenphysik bendtigt und in technischen Anwen-
dungen wie Atomuhren eingesetzt. Die Ublicherwiese einge-
setzten optischen Beschichtungen auf der Basis von Ta,Os/SiO, erlauben zwar sehr hohe Reflekti-
vitdten, sind aber verlustbehaftet und tragen daher wesentlich zum Rauschen in optischen Syste-
men bei. Einkristalline Bragg-Spiegel auf der Basis von AlGaAs-Vielschichtstrukturen stellen ein
aulRerst vielversprechendes alternatives Materialsystem dar. Es bietet geringes Phasenrauschen
und kdnnte daher die existierenden Schichtsysteme fiur Hochprézisions-Interferometrie ablosen.
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Wir werden die Grenzen dieses Materialsystems in Bezug
auf seine Eignung als Hoch-Finesse Spiegel in Zusam-
menarbeit mit der Universitdt Wien und dem Ferdinand-
Braun-Institut, Leibniz-Institut fir Ho6chstfrequenztechnik,
ausloten. Bei uns sollen mit Hilfe eines neu aufzubauen-
den kryogenen Systems die optischen Eigenschaften der
Spiegel vermessen werden. Besonderes Augenmerk soll
dabei auf die durch thermisches Rauschen angeregten Be-
wegungen der Spiegeloberflachen gelegt werden.

Im Rahmen dieses komplexen Forschungspro-
jektes suchen wir einen motivierten und interes-
sierten Doktoranden, der das notwendige kryo-
gene optische System aufbaut, die neuartigen
kristallinen Spiegel charakterisiert und deren
Eignung fur leistungsféhige optische Frequenz-
standards untersucht. Wiinschenswert sind
Vorkenntnisse in experimenteller Optik und/
oder experimenteller Tieftemperaturphysik.
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